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Aufgabe 6.1

Gegeben ist die nachfolgende Schaltung mit 12 eingezeichneten Haftfehlern.
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Welche der Haftfehler sind

a) redundant, d.h. mit keiner Eingabebelegung nachweisbar 1P

b) identisch nachweisbar 1,5P

c) implizit nachweisbar? 1,5P

(Die identisch nachweisbaren Fehler jeweils zu einer Menge zusammenfassen, z.B. M1={sa0(...),
sa1(...)}. Zu jedem implit nachweisbaren Fehler die Menge der Fehler, deren Nachweis den Nachweis
des Fehlers impliziert, angeben, z.B. sa0(...) wird implizit nachgewiesen, wenn sa1(...) oder ...
nachgewiesen wird.

Aufgabe 6.2

a) Was bedeutet, ein Fehlermodell A subsumiert ein Fehlermodell B? 1P

b) Vergleichen Sie die Nachweisbedingungen für den slow-to-fall- und den sa1-Fehler im Schal-
tungspunkt z des nachfolgenden Schaltungsausschnittes? 1P
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c) Warum subsumiert das Gatterverzögerungsmodell das Haftfehlermodell? 1P
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Aufgabe 6.3

Gegeben ist die nachfolgende Gatterschaltung, in der für die Berechnung eines Tests bereits die
Signalwerte am Fehlerort vorgegeben sind.
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a) Welche weiteren Signalwerte folgen eindeutig aus den Wertevorgaben? 3P

b) Bestimmen Sie alle Testeingaben zum Nachweis des Fehlers und seine Nachweiswahrschein-
lichkeit, wenn alle Eingabevektoren gleichwahrscheinlich sind? 3P


